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podpisem zaufanym

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do oceny wilgotno$ci pojedynczych nasion, zwtaszcza rzepaku posiadajgce zrédto
sygnatu mikrofalowego (1), ktére potgczone jest poprzez uktad do pomiaru zespolonego wspétczynnika
odbicia (2) do ztgcza (3) czujnika w postaci linii transmisyjnej (4) sktadajgcej sie z dwoch rownolegle
utozonych falowodow i linia transmisyjna (4) zakonczona jest obcigzeniem (5), znamienne tym, ze linia
transmisyjna (4) umiejscowiona jest na réwnolegtych ptytkach PCB, oraz posiada ona ksztatt okregu,
za$ w sgsiedztwie linii transmisyjnej (4) na zewnetrznej stronie okregu znajduje sie obudowa (9)
blokujgca wypadanie nasion (6), przy czym odlegto$¢ pomiedzy falowodami linii transmisyjnej (4)
wynosi od 1,1 do 1,5 $rednicy nasion (6), natomiast dtugos$¢ linii transmisyjnej (4) jest wieksza lub
rowna potowie dtugo$ci fali na czestotliwosci, dla ktérej przeprowadzany jest pomiar tudziez w $rodku
okregu linii transmisyjnej (4) znajduje sie zrodto sprezonego powietrza (7) z dyszg (8), ktdrej wyloty
skierowane sg w strone szczeliny miedzy falowodami powodujgc ruch nasion (6) po okregu, przy czym
w skfad urzgdzenia wchodzi réwniez aparat (10) z kontrastowym arkuszem tta (11), za pomoca ktérych
fotografowane jest nasiono (6).

2. Sposob pomiaru wilgotno$ci pojedynczych nasion (6), zwlaszcza rzepaku, znamienny tym, ze
nasiono (6) umieszcza sie w czujniku zbudowanym z mikrofalowej linii transmisyjnej (4) w postaci
okregu i obraca sie i przemieszcza nasiono (6) po okregu linii transmisyjnej (4) poprzez strumien
powietrza z dyszy (8) oraz dokonuje sie pomiaru wspotczynnika odbicia w sposéb ciagly, a w dalszej
kolejnosci powtarza sie sekwencje zadang ilo$¢ razy, po czym zmierzone wspofczynniki odbicia
zapisuje sie na pfaszczyznie liczb zespolonych oraz wyznacza sie najwickszg odlegto$é (K) miedzy
dwoma zmierzonymi wspéiczynnikami odbicia oraz nasiono (6) fotografuje sie aparatem (10) o wysokigj
rozdzielczosci na arkuszu tta (11) zapewniajgcym duzy kontrast w stosunku do nasiona (6) i na tej
podstawie oblicza sie objetoS¢ nasiona (6), przy czym odlegtos¢ (K) oraz objeto$é (P) nasiona (6)

koreluje sie za pomocg funkcji matematycznej z wilgotnoscig nasion (6).
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